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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучение основных методов и средств проведения измерений в области электронной микроскопии, освоение

базовых методик проведения научного эксперимента средствами электронной микроскопии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат

Знать:

- классификацию основных методов электронной микроскопии;

- функциональный состав и принцип работы приборов для проведения электронной микроскопии;

- основные подходы и методики проведения электронной микроскопии.

Уметь:

- выполнять исследования наноразмерных структур методами электронной микроскопии;

- аргументированно выбирать методики электронной микроскопии применительно к различным типам исследуемых

объектов;

- анализировать экспериментальные данные, полученные в результате исследований объектов различными методиками

электронн

Владеть:

- навыками пробоподготовки различных типов объектов к исследованиями методами электронной микроскопии;

- навыками работы со специализированным программным обеспечением для управления электронным микроскопом;

- навыками работы с программным обеспечением для анализа данных, полученных методами электронной микроскопии;


